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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

ナノメートルサイズの直径を有する銀ナノワイヤの新規合成手法の開発を目指した。
今回、筑波大学の数理物質系所有の装置として電界放出型電子顕微鏡を利用し、サ
ンプルの形状・形態観察を行った。

実験
Experimental

【利用した主な装置】電界放出型走査電子顕微鏡 (SU-8020)、【実験方法】 あら
かじめ調整したサンプル(銀ナノ微粒子サンプル)をサンプルホルダーにマウントし、
十分に乾燥後、電子顕微鏡測定により形状・形態観察を行った。

結果と考察
Results and Discussion

反応条件を種々変化させ得られた銀ナノ粒子サンプルを用い電子顕微鏡測定を行っ
た。これらの固体サンプルは灰色の粉末として得られ、目視により判別する事は不
可能である。電子顕微鏡写真から得られた画像では、主生成物としてワイヤー状の
銀ナノ微粒子の生成が確認された。その直径は20 nm以下である細長いナノ粒子で
あることもわかり、形状に関する情報を得る事にも成功した。
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Fig. 1. 得られた銀ナノワイヤのSEM画像
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